
 

A bírálóbizottság értékelése 

 

 

Lohner Tivadar a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos anyagokat (pl. pórusos 

szilicium, nanokristályos gyémánt és sziliciumkarbid rétegek) vizsgált spektroszkópiai 

ellipszometriával és ionsugaras analitikai módszerekkel. A jelölt disszertációjában a 

rétegek szerkezetét és dielektromos tulajdonságait vizsgálta, különös tekintettel az 

ionimplantáció, az oxidálás és a hőkezelés hatására bekövetkező változásokra. Az 

opponensek javaslatára a jelölt visszavonta a 2.C., 6. és 7. tézispontokat, valamint 

módosította az 1. és 2.B. pontokat (a módosítások a jegyzőkönyv részét képezik). A 

fennmaradó tézispontokban foglalt eredményeket a bizottság elegendőnek tartja a cím 

oraítéléséhez. A jelölt eredménye, hogy továbbfejlesztette a pórusos szilicium 

ellipszometriai spektrumainak kiértékelésének alapjául szolgáló optikai modellt. 

Megállapította, hogy a Si egykristály ionimplantációja során létrejött amorf réteg 

fluenciával normált rétegvastagsága lineáris kapcsolatban van a nukleáris fékeződési 

energiával. Kidolgozott egy optikai modellt, amelyet sikerrel használt az ellipszometriai 

kiértékelésekben sziliciumdioxid-szilicium rétegek közé növesztett sziliciumkarbid film 

vastagságának és térfogathányadának meghatározásában. Meghatározta a dielektromos 

függvényt és az optikai tiltott sáv szélességét nióbiumoxid vékonyrétegekben, valamint az 

előállítási körülmények hatását nanokristályos gyémántrétegek szerkezetére és optikai 

tulajdonságaira. A dolgozat eredményei nemzetközi szinten is kiemelkedőek, amelyek 

elsősorban a mikroelektronikai és szenzortechnológiai műveletek optimalizálásában 

hasznosíthatók. 

 

 

Módosítások a tézispontokban: 

 

Az 1. tézispont első mondatában az „Elsőként javasoltam” kifejezéseket „Javasoltam”-ra 

módosította a jelölt. 

 

A 2.B. tézispont utolsó mondata eredetileg így hangzott: „Az öt percig tartó PIII hatására a 

felületi érdesség-réteg vastagságának jelentős növekedését mutattam ki az ellipszometriai 

kiértékelés alapján, ezt atomerő-mikroszkópiai méréssel sikerült alátámasztani [11].” A 

módosított tézispont így hangzik: „Az öt percig tartó PIII kezelésnél jelentős felületi 

érdesség alakul ki [11].” 


